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<序 >
グラファイ トは層状構造をもつ物賃で,その層間に様々な物資をとり入れてグ





本実験では,第 2ステージのK-G IC, C2｡Kを試料として用い,H2,A r











I;H2,Ar.N･.,ボンベ 2;減圧弁 3;圧 力計 4:気体溜め
5;バ クロ ック 6;パ クロ ック くフィル ター入 り) 7:デ ュ7-根
8;反応答器 9;真空.ポンプ )0;He,･r(ンペ a～ f'･真空J(ル7'
図, 1 実験装置
ジ ョンポンプを使用 し,装置の到達真空度は 約3×10~6Torrである｡
<実験 >
試料は ウル トラカーJiiン社製分光分析用の粉末グラファイトを母体とし,2段










このようにして測定 した 平衡圧九 気休 溜め ･試料管の容軌 試料の質量,反
応温度,気温 から試料の気体吸収量と吸収曲線を求めることができる｡
<結果>
図2･図 3,図4に それぞれ H2,Ar･N2 についての吸収曲線を示す｡ こ
れ らは 試料表面の気体吸着の補正を行う前のものである｡
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図, 3 A rの吸収曲線
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